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С помощью электронно-микроскопической методики ранее было 
показано ('), что структура поверхности ряда массивных контактов 
претерпевает далеко идущие изменения под влиянием катализируемой 
реакции. При изучении этих процессов образцы катализатора приходи
лось через определенные промежутки времени вынимать из реакционно
го прибора для получения с них электронно-микроскопических снимков, 
после чего катализатор снова возвращался в реакционный сосуд, где он 
продолжал работать.

Оказалось, что различные участки поверхности катализатора резко 
отличаются как по своей структуре, так и по характеру претерпеваемых 
ими при работе изменений. В силу этого обстоятельства необходимо 

■ иметь возможность следить за постепенным изменением структуры от
дельных индивидуальных участков поверхности.

Однако повторное нахождение заданного поля зрения в электронном 
микроскопе, даже для тонких объектов, непосредственно наблюдаемых 
в электронном микроскопе «на просвет», представляет значительные 
трудности, так как при больших увеличениях с одного образца получает
ся очень много полей зрения, например при увеличении в 10 тысяч раз 

I ~ 12 000 полей зрения.
При изучении изменения тонких образцов, как, например, дымовые 

налеты, повторное нахождение того же поля зрения значительно облег
чается нанесением образца не на обычную сеточку, а на сплошной 
металлический колпачок *, снабженный тонким і/ентральным отвер
стием (2).

Для исследования структуры поверхности массивных образцов, кото
рые нельзя непосредственно изучать в электронном микроскопе, при
ходится изготовлять тончайшие слепки, так называемые «реплики», 
которые уже в свою очередь просматриваются в электронном микроско
пе «на просвет». Этот прием, как легко видеть, еще более усугубляет 
тРУдности, связанные с повторным наблюдением в электронном микро
скопе одного и того же участка поверхности.

м • В литературе до сих пор, насколько нам известно, не было описано 
Удовлетворительной методики для повторного получения реплик с задан
ного субмикроскопического участка поверхности **.

т„ * Нри нагревании или химической ббработке объектов полезно пользоваться пла- 
г~ЫМи колпачками.

этой к™?73™’ ставшей нам известной после окончания экспериментальной части 
Работы, Дикон, Эллис, Кросс и Сеннет (4) для сравнения различным образом
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Сущность предлагаемого здесь метода состоит в следующем С. по- 
мгяпьюостпо отточенной иглы на выбранном участке массивной пласта кГнГи^Х X тХие царапины, пересекающиеся в виде буквы у 
XX™ метки облегчает использование ее в качестве ориен- 
тараГ С это-й пластинки обычным способом (3) изготовляется ^лоди 
вая реплика, которая после отделения ее от пластинки, погружаемо д 
этого в воду, остается плавать на воде; далее реплика ловится н 
ппрпмртнле стекло и вместе с ним ставится на столик)светового микро 

место пересечения царапин, хорошо видимое в световом микро- 
сХ уже прГув^чении X 60, помещается в центре поля зрения ми- 

^^По^^ясь миниатюрным магнитиком, на реплику под микроскопом 
пХо Ладут стандартную стальную сеточку (употребляемую для

=°=
Хат™ Предметное стекло опускают в воду.

"Тртз^льтате описанных манипуляций след от пересечения па^ 

поверхности, и каждый раз пересечение царапин окажется вну р

=еХ- ~  

SXm .S" S« получение реплик с произвольных уча

~раа₽ы“”

И^иТаннаяИ»етодика была применена. = изучению

>—в друг0“

„„ „ плвАптаомх стекла приготовили несколько реи- 
приготовленных реплик из формвара с повер - Ячто©ов состоящий в изготовле- 
лик с одного и того же участка. Однако метод этих ^«^Х участки реплики), 
нии ряда пробных образцов (путем брос ~ более 90% содержит искомый суб-
из которых, по свидетельству самих автору громозД.
микроскопический участок в одном из пр
КИМ и трудоемким для систематического применения.
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месте. Здесь же приводим только несколько снимков, иллюстрирующих 
возможности предлагаемого метода. рирующих
ЛотогоаСя Uon птТЙКУ) приведена негативная электронная микро- 
І°ХР Т (Х20000) поверхности полированной пластинки палладия- 
белое пятно слева — след от укола острой иглой *. На рис. 2 (см вклей
ку) показана микрофотография, снятая с того же участка после того 
как пластинка палладия поработала в качестве катализатора для реак
ции окисления водорода в течение 10 мин. На рис. 3 (см. вклейкуСи- 
веден снимок с того же участка после 30 мин. работы катализатора 
Ясно видны резкие изменения структуры поверхности от рис. 1 к риА

Серия таких снимков позволяет пр<юледить за всеми этапами посте
пенного изменения структуры различных участков поверхности катали
затора по мере увеличения длительности его службы.

Описанная методика может оказаться полезной во всех случаях 
когда необходимо изучать последовательные изменения поверхности 
твердого тела, например при изучении коррозии, механической обработ
ки металлов, химических реакций твердых тел и т. п
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* Бе -,
^Чей реплике °I^?eAIAA УглУ°лению на пластинке, т. е. выступу на соответ- 

У1° на рисунке. Ппоппл^еНвМИИ реплики золотом этот выступ отбросил «тень», 
ро ■ 1 ьные полосы являются результатом полировки пластинки. 
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